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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

© CEI 1982

NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS

DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Premiére partie: Spécification générique

PREAMBULE

s décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prépards par des Comités
présentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expriment dans la plus
international sur les sujets examinés.

d’Etudes ou sont

mesiie)passible un accord

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées commg telles Qtionaux.
3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le vo ptent dans leurs
gles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la me$ure oil les cOnditions nationales le pdrmettent. Toute
ivergence entre la recommandation de la CE1 et la régle nationale correspondant ible, Etre indiquée
n termes clairs dans cette derniére.
lLa présente norme a été établie parle mpgnétiques et
ferfites, pour étre utilisée dans le Sy rts électroni-
qugs.
ion QC 001001
(1¢ ctroniques, et
la a qualité des
co de la qualité,
su : [Structure des
Sp
] 77. A la suite
de R projet, document 51(Bureau Central)214, fut soumis a Papprobation des
Comités\natio
Ke e la publica-
tiop:
Afrique du Sud (République d°) Italie
Allemagne Japon
Belgique Pays-Bas
Canada Roumanie
Corée (République de) Royaume-Uni
Egypte Suéde
Espagne Suisse
Hongrie Turquie

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systeme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The fomlal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committ
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an inte atlona [¢
on the sybjects dealt with.

2) They hay
sense.

3) In order
the IEC

recommendation and the corresponding national rules should, as far as poss

This std
Ferrite M;

The ope
Basic Rul
QC 00100
ponents. S
the subjec
ponents,

Drafts w
this latter
for approv

The Nati

ecommendation for their national rules in so far as national condmon

ndard has been prepared by IEC

pterials, for use in the IEC Quality, 2 for Electronic Components.

ational
bpinion

in that

text of
he IEC

§1: Magnetic Components and

981):

i¢ation

Com-
e, are -
Com-

ult of

es ofithe following;countries voted explicitly in favour of publication

Netherlands

Canada Romania

Egypt South Africa (Republic of)

Germany Spain

Hungary Sweden

Italy Switzerland

Japan Turkey

Korea (Republic of) United Kingdom

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the
IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS
DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Premiére partie: Spécification générique

SECTION UN — DOMAINE D’APPLICATION

Domaine d’application

Documents d

La présente spécification générique énumére les procédures a *asqurance de la

qualité des noyaux d’inductance et de transformateur destinés au\bpélé icatigns, ainsi que
les essais et méthodes de mesure pouvant étre sélectionnés au atjons intermé-
diaires et particuliéres cadres, appropriées a ces composang$. I'a pxé écificatign prescrit les

régles de rédaction des spécifications particuliéres cadre

ment constitués d’oxydes magnétiques ou de ; étalliques, atilisés dans les

mbales et termes

aux magnétiques, principale-

inductances

linéaires et les transformateurs destinés agix éguipe élécommunications ef aux équipe-

D’autres renseignements sont
meéthodes d’essai, les conditio

DEUX — GENERALITES

blication 367-1 de la CEI, concernant les
convient de les appliquer et les précautions a

priorité des
~= la spécification générique;
— les spécifications de base ou tout autre document auquel il est fait référence.
Le méme ordre de priorité doit s’appliquer aux documents nationaux équivalents.
2.2 Documents de référence
Publications de la CEI:
Publications n° 27: Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique.
50: Vocabulaire Electrotechnique International (y compris le chapitre

901: Magnétisme).
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1.

2. Document system:

2.1

INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 1: Generic specification

SECTION ONE — SCOPE

Scope

is generic specification lists the procedures to be used in the quality ass br and
transformer cores for telecommunications, and the tests and measuring ay be
selerted by the appropriate sectional and blank detail specifications fo This
spegification prescribes the rules for writing blank detail specificatié evant
unifs, symbols and terminology.

The components which are the subject of this specifies 3 ide of
magnetic oxides or metallic powders, used in linear inductors ~ ers for telecommuni-
cation equipment and electronic equipment employing si i

Fiirther information on the test methods, the ied out
and|the precautions which should be observed in th B67-1.

Ordgr of precedence

b4

— the generic spécification;

r for any reasons, documents shall rank in the following order of

~ 1he DasiC speciications and other documents 10 which reierence 1S made.

The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.

2.2 Related documents

IEC Publications:

Publications Nos. 27: Letter Symbols to be Used in Electrical Technology.

50: International Electrotechnical Vocabulary (incl. Chapter 901:

Magnetism).
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68-1: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Pre-
micre partie: Généralités.
117: Symboles graphiques recommandés.
133: Dimensions des circuits magnétiques en pots en oxydes ferro-
magnétiques et piéces associées.
205: Calcul des paramétres effectifs des piéces ferromagnétiques.
226: Dimensions des noyaux en croix (noyaux X) en oxydes ferromagné-
tiques et piéces associées.
367-1: Noyaux pour bobines d’inductance et transformateurs destinés aux
télécommunications, Premiére partie: Méthodes de mesure.
367-2: Deuxiéme partie: Directives pour I’établissement des spécifica-
tions.
367-2A: Premier complément a la Publication 367-2 (1974).
410: Plans et régles d’échantillonnage pour I¢s contrdles ﬂsr attributs.
- 424: Directives pour la spécification de luni :Nections phy-
siques de piéces en oxydes mag
431: Dimensions des noyaux carrés (hoyaux\RM)Men ‘oxygies magnéti-
' ques et piéces associées.
525: Dimensions des tores con tiquegs ou de pou-

dre de fer.

QC001001 (1981): Régles fondaments h qualité des

h qualité des

¢ries de nombres normaux.

des séries de nombres normaux et des séfies compor-

ecommandations pour 'emploi de leurs multiples et de cer-

3.1| ~Généralités

Les unités, les symboles graphiques, les symboles littéraux et la terminologie doivent, toutes les
fois que cela est possible, étre pris dans les documents suivants:
Publication 27 de la CEI;
Publication 50 de la CEI;
Publication 117 de la CEI;
Norme ISO 1000.

- Les Publications 367-1 et 367-2 de la CEI contiennent la terminologie complémentaire et les
symboles littéraux applicables aux noyaux pour bobines d’inductance et transformateurs.
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68-1:

117:
133:

205:
226:

367-1:

367-2:

367-2A:

— 9
Basic Environmental Testing Procedures. Part 1: General.

Recommended Graphical Symbols.

Dimensions for Pot-cores Made of Ferromagnetic Oxides and
Associated Parts.

Calculation of the Effective Parameters of Magnetic Piece Parts.
Dimensions of Cross Cores (X-cores) Made of Ferromagnetic
Oxides and Associated Parts.

Cores for Inductors and Transformers for Telecommunications,
Part 1: Measuring Methods.

Part 2: Guides for the Drafting of Performance Specifications.

First supplement to Publication 367-2 (1974).

410:
424.

431:
525:
QC001001 (1981):

QC 001002 (1981):

ISO publications:

ISQ Standards 3: -
497

3. Units, sy

3.1 Genergl

Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

Parts made from Magnetic Oxides.

Dimensions of Square Cores (RM-corgs)
and Associated Parts.
Dimensions of Toroids Made
Powder.

Iron
for Electrpnic

Assessment Systemy for
£ 1 and 2,

ain-

cer-

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, whenever possible, be taken from

the following documents:

IEC Publication 27;
IEC Publication 50;
IEC Publication 117;
ISO Standard 1000.

IEC Publications 367-1 and 367-2 contain additional terminology and letter symbols applicable
to inductor and transformer cores.
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3.2 Multiples et sous-multiples

Les formules sont données uniquement pour les unités de base SI. Dans les spécifications parti-
culiéres, on emploiera normalement les multiples et sous-multiples indiqués dans la note 4 de
Iarticle 2 de la Publication 367-2 de la CE1. Les symboles normalisés pour les grandeurs utilisées
dans les équations sont définis dans la note 5 de I’article 2 de la Publication 367-2 de la CEL

4. Valeurs normalisées et préférentielles

4.1 Dimensions

Les dimensions des noyaux pour inductances et transformateurs doivent étre en accord avec les
publications de la CEI. Quand la spécification particuliére se référe a la publication applicable de la
CEL, elle doit mentionner I’édition, 'année, toutes modifications et tous compléments applica-
bles.

S

2 Inductance spécifique

t étre numéri-

be non démon-
nominale.

Hans la Publi-
es valeurs des

indiquées dans la
partir des dimen-

£30

idués en oxydes
mpression finale

de la poudre en un comprimé massif avant frittage.

7. Régles d’échantillonnage

Quand on utilise la Publication 410 de la CEI pour le contrdle par attributs, I'unité de produit est
conforme & ce qui est spécifié dans la méthode d’essat applicable ou dans la spécification particu-
liére. Sauf spécification contraire, le niveau de qualité acceptable (NQA) doit correspondre au
pourcentage de défectueux.


https://iecnorm.com/api/?name=fe0c5e28a4476db18f852ab10cecbe20

723-1 © IEC 1982

— 11 —

3.2 Multiples and sub-multiples of units

Equations are given for coherent SI units only. In detail specifications, multiples and sub-
multiples will normally be used as given in Note 4 to Clause 2 of IEC Publication 367-2. The

standard symbols for quantities used in the equations are defined in Note 5 to Clause 2 of I[EC
Publication 367-2.

4. Standard and preferred values

4.1 Dimensions

The dimensions of inductor and transformer cores shall be in accordance with [EC publications.

Where the detail specification makes reference to the relevant I EC publication. it-shall menti

on the

isspe number and year and any valid amendments and supplements.

4.2 Inductance factor

Notg. — The RS5 series of ISO Standard 497 is preferred.

¥

remhoved. For cores with inseparable adjusting de
shdll be taken as the nominal value

5. Effective parameters

type.

Notq — The man
specification
specified the

6. Primgry stage o

Kor cores with an air-gap, the nominal value of the inductance fas
ong of the terms in a series specified in ISO Standard 497.

At least two of the fi
shall be given for each co
for fuality assessment

ufacture

qual to

1s been
factor

i¢n 205

e used
e core

t detail

imensions

Forthe purpose of specifications
r R 2hd

4
SrHCGHIORS ful ;uduuuu ana ua.uau.u NICTCOTCS llld.uC U1 ludgllcub U)u

des or

of metallic powders, the primary stage is the final compacting of the powder into a solid form before

sintering.

7. Sampling procedure

When use is made of I EC Publication 410 for attribute testing, the unit of product is as stated in
the relevant test method or in the detail specification. Unless otherwise specified, the Acceptable
Quality Level (AQL) shall refer to the percentage of defectives.
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8. Contréle pour ’homologation

723-1 © CEI 1982

Pour obtenir ’homologation, le fabricant doit faire la preuve d’essais en conformité avec les
exigences de la spécification particuliére sur trois lots consécutifs pour le contréle lot par lot et sur
un lot pour le contrdle périodique. Le contrdle normal doit étre employé: pour un contr6le lot par
lot, il faut utiliser un plan d’échantillonnage avec un critére d’acceptation non inférieur a 1.

On peut également prélever un échantillon spécial de noyaux de méme forme, mémes dimen-
sions et méme matériau. Cet échantillon doit étre soumis a tous les essais du groupe 0 du tableau des
essais de qualification donnés dans la spécification particuliere. On doit alors le diviser en sous-
échantillons comme indiqué dans la spécification intermédiaire, chaque sous-échantillon étant

soumis a un des autres groupes du tableau de qualification.

Contrdle de la conformité de la qualité

tion, les noy:
controle

cette étape. Pour les étapes restantes
es dimensions mais provenant de diffé

omprimeés et frittés en utilisant essentiellement le méme

ale ait lieu a 'intérieur d’une période donnée pour un lot de co

¢ controble et
spécification

es noyaux de
et frittés en

ience sur les

de I’entrefer,
e la fabrica-
rents lots de
btapes finales

les exigences de la spécification particuliére appropriée aux

procédé;

hirdle, qui ne

bt étre iden-

Les échantillons prélevés a partir d’un tel lot de contrdle doivent contenir des pdrties propor-

d’essais, de chaque inductance spécifique.

10. Livraisons différées

g 1 = I 1ot taseiot oo 1 \ 1 $ogarode e tafli o oa o
UULHICTIUY UU U UL TUT TN AT UL UGS T TV SUT U UL Iid pu it a VU UHNCTIHIITUCTIVU TS

r les résultats

En principe, 1a régle de procédure sur les livraisons différées n’est pas applicable aux noyaux

magnétiques constitués soit de ferrite soit de poudre métallique uniquement.

Sauf indication contraire dans la spécification particuliére, les noyaux dont la

partie fixe du

dispositif de réglage est collée, et qui sont restés en stockage chez le fabricant ou le distributeur
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8. Inspection for qualification approval

To obtain qualification approval, the manufacturer shall produce test evidence of conformance
to the requirements of the detail specification on three consecutive lots for lot-by-lot inspection and
on one lot for periodic inspection. Normal inspection shall be used: for lot-by-lot inspection, a
sampling plan with an acceptance number of not less than 1 shall be used.

Alternatively, a special sample may be drawn of cores of the same shape, size and material. This
sample shall be subjected to all the tests in Group 0 of the qualification test schedule given in the
detail specification. It shall then be split up into sub-samples as indicated in the sectional specifi-

cation, each sub-sample belng subjected to one of the other groups of the qualification test
schedule.

9. Qualify conformance inspection

The detail specification shall prescribe the tests to be carried out on each i §hose
to bg carried out for periodic inspection, in accordance with the rule the '3 lional
specification.

For continuous production of cores, an inspection lot is defi
size produced from one batch of material powder, pressed a
prodess and irrespective of the inductance factor of thé
stage of the lot shall be carried out within a stated
week.

e and
same
uring
1 one

The samples drawn from such an ins
ance factor where this can have an influe

induct-

Alternatively, when the p ed i ediate store before grinding of the aif-gap,
the 4 e remaining manufacturing stages, cores of
similar shape and sizebut 1 ots before storing, may be aggregated into one
mspgction lot @te 11a ages on condition that:

he core lots we

COTeS

, Which

hesample drawn from such an inspection lot shall contain proportional parts of the origin

andastfarasthis-ean-have-annfluence-on-thetest results of achmductacefactor

] lots

10. Delayed delivery
In principle, the rule of procedure on delayed delivery is not applicable to magnetic cores con-
sisting of ferrite material or metallic powder only.

Unless otherwise specified in the detail specification, cores with a glued-in fixed part of the
adjusting device held in the manufacturer’s or distributor’s store for a period such that 24 months
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pendant une période au cours de laquelle 24 mois se sont écoulés aprés ’acceptation du lot, doivent
étre réexaminés en ce qui concerne la fixation de ce dispositif suivant les essais du groupe C mais a
un niveau de contrdle S4 (essai normal). Il se peut que, dans ce cas, le lot de contrdle contienne tous
les noyaux ayant des parties fixes de méme conception, de méme matériau et de mémes dimen-
sions, qui ont été collées par la méme technique.

Une fois qu’un tel lot a été recontrdlé de fagon satisfaisante, sa qualité est assurée pour une
nouvelle période de 24 mois.

11. Rapports certifiés d’essais des lots acceptés

Quand la spécification applicable les prescrit et quand l’acheteur les demande, les rapports
certifiés d’essais des lots acceptés doivent contenir, au minimum, des informations sur les contréles
par attributs pour chaque essai figurant sur la liste des contrdles lot par [ot.

icable des
hiques.

La teneur des rapports certifiés doit étre conforme aux prescriptjo
Régles de procédure du Systéme CEI d’assurance de la qualité dés

SECTION QUATRE — METHODES,D

12. [Examen visuel et dimensions

12.1 | Examen visuel

ptation de
Ja CEL Le

12.2

en visuel.

12.3

s dans la spécification particuliére comme étant principales dpivent étre
es aux valeurs indiquées dans la spécification particuliére. Quand des
cifiés, ceux-ci doivent étre utilisés en accord avec la procédure de conltrole pres-
crite, et J’acceptation ou le refus ne seront décidés que sur le résultat de cette procédu‘l

12.4 | Dirnensions secondaires

Les dimensions non indiquées comme étant principales dans la spécification particuliére doivent
étre controlées et €tre conformes aux valeurs indiquées dans la spécification particuliére.

13. Essais électriques et méthodes de mesures

13.1 Généralités

Les méthodes de mesures et d’essais et les précautions 4 prendre pour les mesures doivent étre
conformes a la Publication 367-1 de la CEL
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11,

12,

12.1

12.2

12.3

12.4

13.

13.1

have elapsed since the release for delivery of the inspection lot, shall be re-examined for fixing of
this device as indicated under Group C testing but to an inspection level S4 (normal testing). In this
case, the inspection lot may contain all cores having fixed parts of the same design, material and size
which have been glued-in by the same technique.

Once such an inspection lot has been satisfactorily re-inspected, its quality is reassured for a
further 24 months.

Certified records of released lots

Certified records of released lots, when prescribed in the relevant specification and requested by
the purchaser, shall contain, as a minimum, attribute information for each test of the lot-by-lot
inspectjon.

The
clause
ponents.

Visual ¢xamination and dimensions

Visual|lexamination

The ¢ondition, workmanship and finish shall be satisfs was determined by visual examina-
tion. The permissibility of a allNbejudged on the basis of IEC Putfli-
cation ¢ g chi all be stated in the detail specification.

Marking

The dimengion detail specification as primary dimensions shall be checked and
shall co nr in the detail specification. When gauges are specified these shill
be usedfy e prescribed gauging procedure and acceptance or rejection of spe-

Secondary/dimensions

The dimensions in the detail specification not indicated as primary dimensions shall be checked
and they shall comply with the values stated in the detail specification.

Electrical tests and measuring methods

General

The test and measuring methods and the precautions for measurement shall be in accordance
with TEC Publication 367-1.
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Dans les cas ou la ou les fréquences de mesures des caractéristiques & spécifier ne sont pas
imposées par 'application ou par d’autres considérations, il convient de les choisir dans les séries
du paragraphe 4.4 de la Publication 367-2 de la CEI, c’est-a-dire:

1-3-10...kHz
13.2 Conditions générales

Les conditions d’ambiance doivent étre conformes a I'article 3 de la Publication 367-1 de la
CEL

13.3  Mesures d’inductance

13.3] LCinductance specifique ou quelque auire parametre dinductance du/noyan.doit efre mesurée

es précau-
tions mentionnées a Particle 4 de cette méme publication.
i ?n effective
. La valeur
efficace maximale de la tension sinusoidale de mesure U mesure peut étre
calculée d’aprés:
ou:
N = nombre de spires de la bobine de
A. = section droite effective du noyau,
13.32 L’inductance spécifique ainsi mesurée : A Ja | I'intérieur

13.4 | Désaccommodatio

13.4.1 Sauf indicatig étre déter-
miné conformément.a i électrique

de cond es pendant
la mesureNde 1

13.4. aleur indi-

13.5

13.5 bmpérature
dela CEI
entre la température de référence de 25°C et une ou plusieurs températures indiqufes dans la
AP 4 o ot h ] : Lol 1 1. : 1 1 L) A
SpetHICAIon PartculIieTe Ca ITCOUCIICT UC TIITSUTC AP PIrocthiet o MIaxnIraic Aol ire co forme aux

indications de la spécification particuliére.

13.5.2 L’écart entre P'inductance mesurée a chaque température et 'inductance mesurée a la tempéra-
ture de référence ne doit pas dépasser les limites spécifiées.

13.5.3 Lorsque des limites absolues de coefficient ou de facteur de température sont spécifiées, la
méthode et les exigences des paragraphes 13.5.1 et 13.5.2 s’appliquent et la spécification particuliére
doit spécifier plusieurs températures de mesure a l'intérieur de chaque gamme dans laquelle une
valeur du facteur de température ou du coefficient s’applique. En cas de doute, la courbe de
variation d’inductance en fonction de la température devra étre relevée conformément au paragra-
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In those cases where the measuring frequency or frequencies for the characteristics to be specified
are not dictated by the application or by other considerations, they should be chosen from the series
in Sub-clause 4.4 of IEC Publication 367-2, i.e.:

1-3-10...kHz

13.2  General conditions

The environmental conditions shall be in accordance with Clause 3 of IEC Publication 367-1.

13.3  Induc

13.3.1
accoryg

The
effectil
imum

where:
N=n

e =€
13.3.2 The
specif]

13.4 Disad

13.4.1 Un
Claus
condi
for Su

13.4.2 Thq
the dd

13.5 Varig

13.5.1 Un
be spd
refere

The

tance measurement

a O U OIIIC O UUCT

lance with Sub-clause 7.3 of IEC Publication 367-1, takin:
in Clause 4 of that same publication.

g into accoun

imber of turns on the measuring coil
fective cross-sectional area of the core

inductance factor so measured sha d value within the tolerd

ed.

commodation

ioning, ae
b-clause 13.371

cified andmeaspred according to Clause 9, method B, of IEC Publication 367-1 between
hce temperature of 25 °C and one or more temperatures stated in the detail specification.

nce

vith
etic
fied

i 1n

hail

the
The

appro

R Ate—-OF—FA-RSEHRER 3 £ ol la fotad e 4l gt} ¥ -
AT O T AT O T THIC A S UT e ITUq U IO y—SIra i OU—a S StatCdTIT tUre e tat SPCCTITCATIONT.

13.5.2 The deviation at each measuring temperature of measured inductance from its value measured at
reference temperature shall not exceed the specified limits.

13.5.3 When absolute limits of temperature factor or coefficient are specified, the method and require-
ments of Sub-clauses 13.5.1 and 13.5.2 apply and the detail specification shall specify several
measuring temperatures within each range over which one value of temperature factor or coefficient
applies. In case of doubt, the curve of inductance change versus temperature should be plotted in
accordance with Sub-clause 3.2 and possibly Clause 4 of Appendix E of IEC Publication 367-1 for
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phe 3.2 et éventuellement a I'article 4 de I'annexe E de la Publication 367-1 de la CEI pour un ou

plusieurs noyaux de 1’échantillon. Si nécessaire, la mesure doit étre répétée avec des températures
additionnelles de mesure.

13.5.4 Quand, en outre, des gabarits sont spécifiés, les méthodes A ou B de I’article 9 de la Publication
367-1 de la CEI devront de préférence é&tre utilisées et la courbe de variation d’inductance en
fonction de la température devra étre relevée pour chaque noyau. En plus de la conformité aux
exigences du paragraphe 13.5.2 (ce qui peut étre controlé immédiatement sur la courbe au moyen
d’un gabarit tracé en accord avec le paragraphe 3.2 et éventuellement l’article 4 de I'annexe E de la
Publication 367-1 de la CEI), la pente a n’importe quel point de la courbe doit étre conforme aux
exigences indiquées dans la spécification particuliére.

13.6 Gamme de réglage de I'inductance

13.6.1 La mesure doit étre effectuée conformément a l'article 10 de la P dela CEL

e a la valeur
e de réglage

13.6.2 ILa limite supérieure mesurée de la gamme de réglage ne dof

—

3.7 Pertes par courants de Foucault et par trg

—

3.7.1 Le paramétre de pertes o ¢ doit étre mesuré conformément au
paragraphe 11.1.4 de la Publication en tenant compte des précautjons spécifiées
i particuliére doit spécifier urje ou plusieurs
yuence ne doit pas varier de plus{de +2% de la

fréquences de mesures; pendaiit les mesures, ¥a
L’induction effec e créte\graximale doit également étre indiquée dans la
frti 1eré 11 que >

\
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e 11.1.5 de la
5 de la méme

~JLa spécification particuliére doit spécifier la fréquence de mesure et dgux valeurs de
nduction\efféctive de créte a laquelle les mesures doivent étre effectuées.
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8,82 —Le paramétre de pertes mesuré ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans la spécification
particuliére

13.9 Distorsion en troisieme harmonique

13.9.1 La constante de distorsion en troisiéme harmonique du matériau doit étre mesurée conformé-
ment a une des méthodes spécifiées a I'article 12 de la Publication 367-1 de la CEI. La spécification
particuliére doit indiquer la fréquence fondamentale et I'induction de créte pour cette mesure, ainsi

" que les détails de la bobine de mesure a utiliser.

13.9.2 La constante mesurée de distorsion en troisiéme harmonique du matériau ne doit pas dépasser la
valeur indiquée dans la spécification particuliére.
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one or more cores from a sample. If necessary, the measurement shall be repeated with additional

measurement temperatures.

13.5.4 When, in addition, limits on the shape of the curve are specified, methods A or B of Clause 9 of
IEC Publication 367-1 should preferably be used and the curve of inductance change versus tem-
perature plotted for each specimen. Apart from meeting the requirements of Sub-clause 13.5.2
(which may be checked immediately on the curve by means of limit lines drawn in accordance with
Sub-clause 3.2 and possibly Clause 4 of Appendix E of IEC Publication 367-1), the slope at any
point of the curve shall comply with the requirements stated in the detail specification.

13.6 Range of inductance adjustment

*13.6.1 The measurement shall be carried out as specified in Clause 10 of IEC P

13.6.2 THe measured upper limit of the adjustment range shall be not less tha
detaif specification. The measured lower limit of the adjustment range shg
valug specified in the detail specification.

T
the

13.7 Resif

13.7.1 Th
11.1.
same

justment range.

mea

maximum permissible peak effective flux densit
its maximum is equalMo that Specified Yo

unle
claus

13.7.2 TH
than,

13.8 Hyst

13.8.1 Th
Publ

catiop
effecti

13.8.2 Th

13.3.1.

the valud

13.9 Third harmonic distortion

Hual and eddy current losses

e measured loss|p eter shallnot.exceed, or the measured quality factor shall be no

¢’'measuring frequencies; d
R+ 2% from the specified value.

he inductance measurement according to

detathspecification.

ause
Fthat
iring

The
tion,
Sub-

[ less

1EC
ubli-
peak

13.9.1 The third harmonic material constant shall be measured in accordance with one of the methods
specified in Clause 12 of IEC Publication 367-1. The detail specification shall state the fundamental
frequency and the peak flux density for this measurement and shall give details of the measuring
coil to be used.

13.9.2 The measured third harmonic material constant shall not exceed the value stated in the detail

speci

fication.
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13.10 Sensibilité au choc magnétique

13.10.1

La sensibilité au choc magnétique doit étre mesurée conformément a Particle 13 de la Publica-

tion 367-1 de la CEI Les détails de la bobine d’essai, qui est aussi utilisée pour la mesure d’in-
ductance pendant I’essai, doivent étre donnés dans la spécification particuliére. Sauf indication
contraire, la fréquence pendant les mesures d’inductance doit étre celle qui est spécifiée au para-

graphe 13.3.1.

13.10.2 La sensibilité au choc magnétique mesurée ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans la

13.1
13.1

spécification particuliére.

1 Contribution du dispositif de réglage a Iinstabilité du noyau

1.1 La détermination de la contribution du dispositif de réglage a I'instabilité du noyau doit étre

13.1

13.1

14.

14.1

14.2

14.2

eltectu€e conformeément a T"article 14 de [a Publication 367-1 de la CEY. La spécifieaf
liere doit indiquer la fréquence approximative de la mesure d’indu

1.2 La contribution mesurée du dispositif de réglage a I'instabilité
valeur indiquée dans la spécification particuliére.

2 Influence d'un champ magnétique statique
Pas d’exigences spécifiées.

Note. — L’article 15 de la Publication 367-1 de la CE I donnelles
statique.

éthodes-de mesuresde€’influence d’un cha

Essais mécaniques

serrage (YOIr p N
la force ge. On doit faire vaxierya charge de zéro a la valeur spécifiée en 10 s enV
dommage m i

A

e né doinétre constaté.

du'dispositi{ de réglage dans la direction qui convient le mieux pour séparer la partie fis

1on particu-

>dépasser la

mp magnétique

hns la spéci-
que pour le

iron. Aucun

a partie fixe
e du noyau.

L’dpplication de la force sur la partie fixe doit étre répartie sur une surface suffisante

our ne pas

14.2

endommager ladite partie. On doit faire varier la force de zéro & la valeur spécifiée en 10 s

environ.

Le noyau ne doit pas étre endommaggé et la partie fixe du dispositif de réglage ne doit pas étre

arrachée du noyau ni endommagée.

.2 Couple de butée

Pour les dispositifs de réglage du type 4 vis, le couple spécifié dans la spécification

particuliére

doit étre appliqué pendant 10 s au batonnet de réglage quand il est dans sa position complétement

enfoncée. On doit faire varier le couple de zéro a la valeur spécifiée en 1 s environ.
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13.10 Magnetic shock sensitivity

13.10.1 The magnetic shock sensitivity shall be measured in accordance with Clause 13 of IEC Publi-
cation 367-1. Details of the test coil, which is also used for the measurement of inductance during
this test, shall be given in the detail specification. Unless otherwise stated, the frequency during the
inductance measurements shall be as specified in Sub-clause 13.3.1.

13.10.2 The measured magnetic shock sensitivity shall not exceed the value stated in the detail speci-
fication.

13.11  Contribution of the adjusting device to the core instability

13.11.1 The determination of the contribution of the adjusting device to the core instability shall be
made infaccordance with Clause 14 of IEC Publication 367-1. The detail specifi
the appfoximate frequency for the inductance measurement.

fc

13.11.2 The measured contribution of the adjusting device to the core instabili
value stated in the detail specification.

13.12  Influegice of a static magnetic field
No tept requirements are specified.

Note. — CJause 15 of IEC Publication 367-1 gives methods of measure for, tatic magnetic field.

14. Mechanifal tests

14.1 Comprdssive strength of cores

A for or as otherwise specified in the detajil
specificg the same way as specified for clamping
(see Sub ; cakl bub without exerting the transient overforce. THe
load shal alue in about 10 s. There shall be no mechanical
damage.

14.2  AdjustiH

14.2.1  Expulsic

The f¢ the detail specification shall be applied for 10 s to the fixed part of tHe
adjusting device in adigéction most likely to result in separation of the fixed part from the core. THe
application of the force to the fixed part shall be distributed over a sufficient surface area so as not fo
give rise in itself to damage of the said part. The force shall be increased from zero to the specified
value in about 10 s.

The core shall not be damaged and the fixed part of the adjusting device shall not be loosened
from the core nor be damaged.

14.2.2 End-stop torque

For screw-type adjusting devices, the torque specified in the detail specification shall be applied
for 10 s to the adjuster in the fully screwed-in position. The torque shall be increased from zero to
the specified value in about 1 s.
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Le noyau et le dispositif de réglage ne doivent pas étre endommagés et la partie fixe du dispositif
de réglage ne doit pas étre arrachée du noyau.

14.2.3  Couple de réglage

Pas d’exigences spécifiées.

SECTION CINQ — SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE

15. Généralités

Les données de base détaillées dans les articles suivants doivent apparaitre dans la spécification
particuliére. Les annexes A et B de la présente norme donnent la dispgsition préférentielle pour la
présentation de ces données.

L’annexe A montre comment les données générales nécessair€s a la spécifica-
tion et des noyaux sont présentées. Elle montre également des informa-
tions supplémentaires quand elles sont exigées par les comiande tioh dep noyaux. Les
nombres entre parenthéses dans la présentation se réfs ~ écitie points 1 4 9

indiqués dans les articles 16 et 17.

L’annexe B montre la maniére dont sont ¥
controle.

exigences du

1 les données

16

spécification

a-$pécification particuliére, sa date d’édition et toute autr¢ information
e national.

17

ification du noyau doit inclure:

D 1ne  hreve—deseription—du—tune  de nosan Bar—exemple
o HE— eV e —aCSe PO R—6a—ypC—aE—hROYds—pPar—CxCHpPie—~«&

Novan—en! pot ferrite
18 mm X 11 mmb».

6) Une bréve description de la classe, c’est-a-dire les caractéristiques électromagnétiques principa-
les du matériau du noyau.

7) Le dessin d’encombrement avec les dimensions principales et/ou la référence aux documents
appropriés nationaux ou internationaux pour I’encombrement. Le dessin avec dimensions peut
également étre donné dans une annexe de la spécification particuliére.

8) L’application ou le groupe d’applications couvert par la spécification particuliére cadre, par
exemple « Pour utilisation dans les inductances et transformateurs accordés pour équipement de
télécommunication et les applications militaires, professionnelles et industrielles».
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Neither the core nor the adjusting device shall be damaged and the fixed part of the adjusting
device shall not be loosened from the core.

14.2.3  Adjusting torque
No test requirements are specified.
SECTION FIVE — BLANK DETAIL SPECIFICATIONS

15. General

The basic data detailed in the following clauses shall appear in detail specifications. Appendices

A arld B of this standard give the layouts preferred for the presentation of these da
Appendix A shows how the general data necessary to identify the spec s are
presgnted. It also shows where such additional data as are required 1 and
releage of cores can be included. The numbers in brackets in the pro ed in
Itemp | to 9 which are listed in Clauses 16 and 17.
Appendix B shows the manner in which the test gchedule and-i ) 5 are
presegnted.
Thi sectional specification appropriz ESary
data o be included.
16. Identification of the detail specification
Th identification
1) Name of the natio DN 1S
drpfted. {}
2) THC numbe e
3) Npimber and iss
4) N d by
th
17. Identificati
Thee identification”of the core shall include:
5) Alshort description of the type of coree.g+“Ferrite-pot-eore+Smm<—Hmm

6) A short description of the class, i.e. the main electromagnetic characteristics of the core
material.

7) An outline drawing with main dimensions and/or reference to the appropriate national or
international documents for outlines. The drawing with dimensions may also be given in an
appendix to the detail specification.

8) The application or group of applications covered by the (complete) biank detail specification, for
example, “For use in inductors and tuned transformers in equipment for telecommunication,
industrial, professional and military applications”.
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9) Référence de données procurant des informations sur les propriétés les plus importantes des
noyaux, permettant une comparaison entre les différents types de noyaux destinés aux mémes
applications ou a des applications similaires.

18. Informations supplémentaires

Les spécifications particuliéres doivent contenir des informations supplémentaires spécifiques au
noyau ou a la gamme de noyaux gu’elles couvrent, telles que:

— le marquage;

— la rédaction des commandes;
— les documents applicables auxquels on se référe dans la spécification particuliére;
— les prescriptions relatives aux rapports certifies d'essais, s'il y a liey,

— la définition du lot en rapport avec les analogies de structures.

19.| Tableau des essais

Les essais a prescrire dans la spécification particuliére oiyt €% 8IS if] de ceux qui

&
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9) Reference data giving information on the most important properties of cores, which allow
comparison between the various core types intended for the same or similar applications.

18. Supplementary information

Detail specifications shall include such supplementary information specific to the core, or range
of cores, which they cover, such as:

— marking;

— ordering information;

— related documents directly referred to in the detail specification;
— requirements for certified test records, when applicable:

— loy definition in connection with structural similarity.

19. Test s¢hedule

The test schedule to be prescribed in the detail specificatio

ded
in thelappropriate sectional specification.
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